
高效、直观和性能优越的化学分析能力
                                 用于表征材料表面和超薄薄膜

Thermo Scientific K-Alpha+

X射线光电子能谱仪

BR52586 K-AlphaPls_7-31-14.indd   1 2015/7/13   11:33:00



表面元素化学鉴别和定量

 X射线光电子能谱（XPS，也被称为化学分析电子能谱 ü ü ESCA）是一种极

其表面敏感的定量元素化学分析手段，用于解决各种领域的材料问题。

XPS基于光电效应，通过检测材料表面被X光激发出来的电子的动能，回溯

得到材料内部的本征的电子结合能信息，这些信息反映了材料中各种元素

及其价态的指纹信息。

只有十分靠近材料表面的电子才能不损失太多能量逃逸出来，因此XPS的信

息来自于材料表面几个nm的尺度。正是该技术的极其表面敏感性以及化学

定量分析能力，使得XPS成为一种重要的表面分析手段。

重要应用领域
•  玻璃涂层

•  聚合物

•  电池

•  石墨烯

•  太阳能电池

•  有机LED

X射线光电子能谱

•  金属和氧化物

•  生物医药

•  超薄薄膜

•  半导体

•  陶瓷材料

•  催化剂
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专为高效能化学分析设计

K-Alpha+ X射线光电子能谱系统

 卓越的性能

赛默飞K- A l p h a + X射线光电子能谱系统拥有低功

率、高性能的单色化X射线源，可以实现从30微米

到400微米的分析范围可调。5微米的束斑调节步

长，确保分析区域和感兴趣的待分析特征区域紧

密匹配。高效的电子透镜系统，半球分析器和多

通道检测器实现了无可比拟的检测灵敏度和快速

数据采集效率。

绝缘样品分析

K-Alpha+上的一键式电荷中和系统用于轻松快速分

析绝缘样品。专利的电荷双束中和系统，使用低能

电子和离子，保证卓越的绝缘样品电荷补偿能

力。

* GB Patent 2411763

化学态成像

K-Alpha+ X射线电子能谱系统可实现表面化学态成

像，通过小光斑技术检测材料表面任意一个小区

域特征的信息，实现整个样品台范围内的化学态

成像。独特的光学显微系统可以实现表面XPS成像

与光学图像的重叠对比，直观、高效地鉴别分析

表面化学信息。

深度剖析

通过结合赛默飞最新离子溅射技术MAGCIS ü ü

单粒子和气体团簇复合型离子枪，K-Alpha+能谱系

统可以将XPS的表面分析能力拓展到体内。自动的

源优化和气体处理技术确保深度剖析能力的性能

优越和可重复性。

拼盘相机

分析器

K-Alpha+ 得到的玻璃基底上有机金属基质的表面元素浓
度XPS成像

元素化学成像上蓝色和绿色区域的XPS全谱

X射线源

快速进样室

反射光学系统
反射型相机

高度调节相机
分析器

X射线源

快速进样室

反射光学系统
反射型相机

高度调节相机
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结果准确，快速、效率

让科学研究程序化

校准

一台XPS仪器需要经过严格的校准

才能表现出最佳性能。K-Alpha+的内

置式标准样品结合Avantage软件一

键式自动校准功能，使得系统在几

分钟之内就可以实现自校准，以保

证数据测试的可靠和高效。

K-Alpha+的反射式光学相机得
到的样品分析位置视图

K-Alpha+能谱系统完全满足研究型和常规型XPS分析研究。

先进的集成化硬件设计结合赛默飞革命性的MAGCIS复合

型离子源，让K-Alpha+能谱系统在研发实验室得到世界一流

的数据。通过赛默飞智能自动化的仪器操作平台，K-Alpha+

能谱系统适用于多用户共享环境，满足所有实验水平的用

户表面分析需要。

样品导航

系统配置三个显微相机以提供精准的

样品定位和导航功能。专利的反射式

光学系统实现高精度的样品定位，分

析室的高度调节相机用于小面积XPS
精准定位、快速分析，以及进样室的全

貌快照相机用于实现样品之间的快速

导航。K-Alpha+系统提供这种可视化用

户体验大大增加用户使用的便利性，

提供实验测试的效率。

* GB Patent 2428868

的反射式光学相机得

STEP 1
载入样品，设置

程序

STEP 10
重新载入下一批

测试样品

STEP 2
样品抽气，载入

分析室

STEP 9
报告生成

STEP 3
设置分析位置和

高度

STEP 8
分析下一块样品

STEP 4
采集测试全谱

STEP 7
元素定量，化学

态评估

STEP 5
自动元素鉴别

STEP 6
设定高分辨元素

窄扫
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世界一流的表面分析软件

仪器控制

从样品载入到真空系统开始，所有系统

的操控都可以通过Avantage软件来实

现。对进样室进行真空抽气，在真空条

件到达时，自动将样品载入到分析

室。Avantage软件随时监控系统的各项

参数指标，并保存各部件的使用记录用

于溯源跟踪。K-Alpha+的一键式自动校

准模式，随时让仪器处于最佳工作性

能。根据不同的用户环境，可切换不同

等级的仪器操作模式，以激活或禁用部

分功能。

数据采集

直观、自动化的数据采集能力。无论是进行

标准的点分析，深度剖析，还是通过光学视

图设置线扫描或者面扫描，Avantage软件都

可以形象地引导着操作者准确地选择分析

特征和区域，并从元素周期表选择需要关

心的元素开始实验。

随时可以进行复杂的XPS实验。在一次实验

中可以程序化地设置多点分析和多种实验

测试分析，以实现大批量样品的长时间无人

值守检测。通过智能优化参数设置和自动

化常规分析，K-Alpha+可以引导初学者进行

合理分析以得到专业的数据报告。

数据分析

综合全面的数据处理工具，让用户快速

地分析数据，得到准确全面的数据分析

结果。Avantage软件除了包含基本的图谱

定量分析功能和常规的分峰拟合程序

外，还集成多种专家级数据分析工具，

如 X P S图像和深度剖析数据生成。 
Avantage的内置智能知识库，交互式图

谱参考功能用于支持用户快速高效地

得到材料中重要的化学信息。

报告生成

既可简单地往电子表格中复制、

粘贴数据和图像，又可以自动化

导出格式化的模板报告，将数据

结果以PPT、Word、Excel格式展

现。

Avantage 数据系统

数据处理软件是现代XPS系统的重要组成部分。和其他赛默飞的XPS系

统一样，K-Alpha+使用Avantage软件实现仪器控制、数据处理和报告生成

功能。Avantage软件的灵活性，专业的设置和直观的操作等特点，让无论

是工作在专门的研

究实验室还是多用

户环境下的分析员，

都可以高效地使用

Avantage来获得样品

中的丰富信息。
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可选组件
拓展您的XPS测试能力

转角样品台

转角样品台可以实现角度依赖的

XPS数据采集。结合Avantage软件的

角分辨数据处理功能，转角样品台

可以实现10nm内的简单超薄薄膜厚

度计算或者复杂的多层结构层分布

检测。

各种附件大大地拓展了K-Alpha+系统的性能。使得即可以实

现样品在惰性气体保护下传递载入，又可以对材料面内功

函数变化进行检测，还可以实现复杂多层结构器件的无损

角分辨检测。

真空传递样品台

真空传递样品台可以直接将惰性气氛

中准备的样品载入进样室，而不暴露

大气。

转角样品台

转角样品台可以实现角度依赖的

XPS

角分辨数据处理功能

可以实现

度计算或者复杂的多层结构层分布

检测

偏压样品台

偏压样品台通过给样品台加偏压而

实现对样品功函数的测量。通过使

用微聚焦X射线源进行小区域线扫

描或者面扫描，得到整个材料表面

面内的功函数变化。
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MAGCIS
复合型离子源

单粒子和气体团簇复合型离子源
...最新深度剖析技术

气体团簇离子源使得XPS深度剖析应用

领域更加广泛：研究触摸屏上的防油性

涂层，测量生物医药器件上的等离子沉

积涂层，以及表征OLED器件以及太阳能

电池等。

单粒子离子源，通常使用Ar+作为溅射粒

子，在过去的几十年一直被用来深度剖

析材料的层化学变化以及清洁无机物

的表面。然而，该技术存在着一定局限

性，在处理材料时离子容易破坏表面，

或者引起表面元素的化学态变化。

赛默飞MAGCIS复合型离子源克服了这

些缺点，可在同一次实验中同时实现传

统单粒子离子源模式和新型气体团簇离

子源模式，使得XPS深度剖析的样品应

用范围更加广泛。

赛默飞MAGCIS复合型离子源可使一台XPS系统同时实现对软的

有机材料和硬的无机材料进行高效无损的深度剖析和表面清

洁。MAGCIS完全通过Avantage软件控制，几秒之内就可以实现传

统单粒子模式和气体团簇离子源模式之间的切换。

同时使用单粒子离子源和团簇
离子源深度剖析有机FET器件

图谱比较可以看出PMMA样品
在经过单粒子源溅射之后发生
了损伤（左），而在进行团簇离
子源清洁后表面化学保持无损
（右）

MAGCIS技术特点
•  专利的双模式设计

•  团簇大小可变（达2000原子团）

•  团簇能量以1eV/原子 步长调节

•  单粒子Ar+模式（0.5-4KeV）

•  快速自动化模式切换

•  通过Avatange完全控制

•  自动参数设置和对准

* GB Patent 10171713.4
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分析器

•  180°双聚焦半球分析器

•  高效电子传输透镜系统

•  128通道检测器 

X射线源

•  Al Kα微聚焦单色源

•  束斑连续可调（30-400μm，步长为5μm）

•  低功率下实现高性能数据采集（72W）

电荷补偿

•  双束中和源

•  极低能电子束

EX06离子枪

•  能量范围从100 eV至4 keV

样品处理

•  四轴样品台

•  最大分析面积为60 x 60 mm
•  最大样品厚度为20 mm

真空系统

•  2套抽速250 l/s涡轮分子泵

•  自动开启，三灯丝Ti升华泵

操作软件

•  Avantage软件可用于离线数据处理

可选组件

•  MAGCIS复合型离子源

•  转角样品台用于角分辨XPS
•  真空转递样品台用于传递空气敏感样品

•  偏压样品台用于测量材料功函数

•  进样室接口可以连接手套箱
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赛默飞世尔科技

热线电话：800  810  5118
                  400  650  5118
                （手机用户）

邮箱：sales.cad@thermofisher.com

网址：www.thermofisher.cn

K Alpha+ 系统技术参数

赛默飞世尔
化学分析官方微信
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